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Sposéb badama wlaSciwosci, zwlaszcza elektrycznych,

Opu&kazo dnia 6 kwietnia 1962 r.
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elementow nieliniowych

oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu

Patent trwa od dnia 10 kwietnia 1961 r.

Wynalazek dotyczy sposobu okreslania wlasci-
wosci wszelkiego rodzaju elementéw nielinio-
wych, wykorzystywanych w ukitadach impul-
sowych. Wynalazek dotyczy réwniez urzadzen
do stosowania sposobu wedlug wymalazku.
W szczeg6lnosci wynalazek moze znaleié za-
stosowanie do badania elementéw uzywanych

w ukladach impulsowych, a wiec takich ele- '

mentéw jak: rdzenie magnetyczne, elementy
z magnetycznymi warstwami cienkimi, elemen-
ty pélprzewodnikowe, elementy kriotronowe,
impulsowe wzmacniacze parametryczne itd.
Szczegblne znaczenie wynalazek posiada dla
badania elementéw mnieliniowych o charaktery-
stykach typu histeretycznego; w szczegélnosci
moze on by¢ zastosowany do badania przydat-
nosci rdzeni magnetycznych o prostokatnej petli
histerezy dla zastosowah w ukladach logicz-

*) Wlasciciel patentu oéwiadczyl, ze tworca
wynalazku jest mgr inz. Kazimierz Bien-
kowski.

nych i pamieciowych elektronowych maszyn
cyfrowych.

Dzieki wynalazkowi mozna zbada¢ w czasie
pojedynczej préby zachowanie si¢ elementu
w zmiennych warunkach pracy przy bardzo
duzej ilosci rodzajotv impulséw wzglednie cig-
géw impulséw ze zrodet zasilajacych element
badany, unikajac konieczno$ci .wykonywania
znacznej iloéci préb niezbednych przy stoso-
waniu dotychczas znanych metod. Na fig. la
rysunku jest padany przyklad ukladu do ba-
dania dowolnych elementéw nieliniowych zna-
nag metoda poddawania elementu badanego 2
dzialaniu testu kontrolnego dostarczonego z ge-’

) neratora 1. OdpowiedZ elementu badanego ana-
' lizuje analizator odpowiedzi 3

Na przyklad stosowane dotychczas sposcby
badania toroidalnych wrdzeni magnetycznych
o prostokatnej petli histerezy stosowanych
w urzadzeniach cyfrawych polegaja na tym, ze
badany rdzen 2 poddaje si¢ (patrz fig. 1b ry-
sunku) dzialaniu testu kontrolnego, tj. pewne-
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impulséw, np. takiego jak na
fig. 2, ktory np. symuluje przewidywane wa-
runki pracy badanego elementu, . w ferry-
towej pamieci z dostepem przypadkowym *).

O ile test kontrolny posiada ksztalt impulséw :

taki jak na fig. 2 o amplitudach poszczegél-
nych impulséw ustalonych, woéwczas uzyskuje
sie¢ jedynie jedng odpowiedZz badanégo elemen-
tu na jeden test kontrolny, takg np. jak na
fig. 3.

Na fig. 2 jest podany przebieg pradu ir w ob-
wodzie rdzenia badanego w funkcji czasu T.
Na fig. 3 podano przyklad odpowiedzi bada-
nego rdzenia (o prawie zadowalajacych para-
metrach), na test kontrolny wedlug fig. 2. Im-

pulsy aia,bibd,cic,did na fig. 21f1g3
odpowiadaja sobie wzajemnie, przy czym im-
pulsy na fig. 3 nalozono na siebie =zelem

ulatwienia-ich poréwnania. Symbolami U,, U, -

oznaczono napiecia na uzwojeniach prébnych
badanego rdzenia.

Gdyby nalezalo zbadaé¢ zachowanie sie ele-
mentu w funkcji parametréw testu kontrolne-

go, np. w funkcji amplitud poszczegdlnych ime- -
pulséw testu, wéwczas — przy dotychczas sto- .

sowanych metodach — prébe nalezaloby po—
witérzy¢ odpowiednig ilo§¢ razy.

Gdyby istnialy watpliwosci co do zachowania
sie elementu badanego dla bardzo malo réznig-
cych”sie od siebie parametréw testu'— np: dla
mato roéznigcych sie amplitud poszczegdélnych
impulséw testu — ilo$¢é wymaganych préb
w dotychczas stosowanych metodach bytaby
bardzo znaczna. )

Z tego powodu praktycznie niemozliwe staje
sie badamie duzych partii elemenféw dla duzej
ilosci rézmych testéw kontrolnych (hp. réznia-
cych sie amplitudami). Znaczenie praktyczne
konieczno$ci przeprowadzania tego rodzaju
prob jest jednak nadzwyczaj wazne, np. z tcgo
wzgledu. ze rzeczywiste warunki pracy bada-
nych elementéw zawsze odbiegaja od nominal-
nych i warunki te ulegaja cigglym zmianom —
np. w wyniku wahan napieé zasilajacych lub
starzenia sie innych elementéw ukladu wspol—
‘pracujacych z badanymi.
~ Wrasciwo$cia charakteryzujgcg ‘zdolno§é ele-

mentu do pracy w zmiennych warunkach jest
wiec jego niewrazliwo§é na zmiany tych wa-
runkow.

Badanie tej wlasciwosci w kazdym produko-
wanym elemencie omawianego typu przy po-
mo/cy dotychczasowych metod jest niezmiernie

*) odpowiednik angielskiej Hierrite
random access store®.

nazwy

ucigzliwe ze wzgledu na konieczno§é¢ wykony-
wania bardzo duzej iloSci préb. Badania tego
rodzaju przeprowadzano dotychczas jedynie dla
wybranych z partii elementéw i to na ogot
‘do$¢ rzadko ze wzgledu na duza pracochtonnosé
dotychczasowych metod badania.

‘"Wynalazek usuwa wspomniane wady. Wyna-
lazek polega na tym, ze pewne paramefry iestu
kontrolnego, np. takiego jak na fig. 2 moduluje

. sie w czasie préby, np. jedng ze znanych me-
- tod (np. praktyczne znaczenie przy badaniu

ndzeni magnetycznych o prostokatnej petli hi-
sterezy moga mie¢: modulacja amplitudy im-

- pulséw, modulacja szeroko$ci - impulséw oraz
.modulacja czasu narastania
: kontmlmego takiego jak ma fig. 2), dzieki cze-

impulséw tesiu

mu przeksztalcony zostaje test kontrolny w ze-
sp6l testéw kontrolnych, co umozliwia uzyska-
nie - zespolu odpowiedzi - badanego -elementu
w takim samym okresie czasu, jaki jest po-
trzebny dla uzyskania jednej odpowiedzi przy
stosowaniu znanych metod badania.
Wynalazek obejmuje wszelkie mebtody medu-
lacji dowolnych parametréw wszelkich testow
kontrolnych. W szczegélnosci. wynalazek obej-
muje modulacje parametréw elektrycanych te-
stébw kontrolnych skladajacych sie z ciggbéw

. kolejno po sobie nastepujacych impulséw pra-

du (natezenia pola magnetycznego) lub napiecia
(natezenia- pola °elektrycznego) przykladanych
w dowolny spaséb do elementu badanego.
W szczegblnosci poszczegdlne parametry tcstu

kontrolnego lub grupy tych parametréw moga

by¢ modulowane jednym lub kilkoma sygna-
fami moduluuacymm lacznie lub oddzielnie. Isto-
tng cechg wymalazku jest to, Ze sygnaly mo-
dulujace moga odpowiadaé rzeczywistym, prze-
widywanym lub umownym zmianom warun-
kéw pracy elementéw badanych. Na przykiad
zachodzace w rzeczywistoSci powelne zmiany
warunkéw pracy elementéw badanych moga
byé zastgpione podczas proby szybszymi (w sto-
sunku do szybkosci zmian warunk6w rzeczywi-
stych) sygnatami modulujagcymi — co moze byc
dogodne ze wzgledéw praktycznych. -
Roéwniez ze wzgledéw na ulatwienie realizacji
technicznej wynalazku moze by¢ pozadane
w pewnych warunkach zastosowanie metod od-
powiedniego ksztaltowania sygnaléw modulu-
jacych, np. poprzez ich kwantyzacje czasowa
lub czasowo-amplitudowa, taka jak przedsta-
wiono przykladowo na fig. 6, na ktérej pier-
wotny przebieg modulujacy (narysowany linia
ciggla) zastgpiono impulsowym przebiegiem
modulujagcym (linia przerywana) skladajacym
sie z odcinkéw o ‘nachyleniu praktycznie row-



nym zeru: a) przybierajacych warto$ci réwne
wartosci lewostronnej pierwotnego przebiegu
modulujacego w dyskretnych chwilach czaso-
wych (kwantyzacja czasowa, patrz fig. 6b),
b) przybierajacych wanrtoéci dyskretne najbliz-
sze lewostronnej wantosci pierwotnego prze-
biegu modulujgcego w, dyskretnych chwilach
;czasowych (kwantyzaoja czasowo-amplitudowa,
patrz fig. 6d). Fig. 6c przedstawia przypadek,
gdy pierwotny przebieg modulujgcy jest fik-
sowany tylko na krétkie przedzialy czasowe.

‘Przyklad ukladu do badania elementéw spo-
sobem wedbug wynalazku jest przedstawiony
na fig. 1c, na ktérej cyframi 1, 2 i 3 oznaczomno
takie same fragmemty ukladu jak na rys. la.
Cyfra 4 oznaczono modulator testu kontrolnego
przylgczony do generatora 1. Modulator ten
moze réwniez w pewien sposéb wplywaé na
dzialanie analizatora 3 np. w celu wydzielenia
w analizatorze pewnych okre$lonych odpo-

Wynalazek bardziej szczegbélowo jest opisany
na przykladzie badania toroidalnych rdzeni
magnetycznych o prostokatnej petli histerezy
dla  zastosowania 'w magnetycznej pamieci
szybkiej z dostepem przypadkowym. Wynalazek
‘umozliwia w danym przypadku przeprowadze-
nie pvrecyzyjnych badan elementéw w zmien-
nych warunkach pracy nawet przy produkcji
masowej tych elementébw, z tym ze daje on
réwniez dogodne narzedzie dla badan podsta-
wowych wspomnianych elementéw.

Przy zastosowaniu wynalazku test do hada-
nia, np. rdzeni wygladalby np. tak, jak na
fig. 4a,b,c. Na fig. 4a rysunku jest pokazany
test kontrolny =z fig. 2 (przebieg pradu, ir
w funkcji czasu T), ktérego amplituda zostala
zmodulowana napigoiem sieci 50 Hz. Prawa
czeS¢ rysunku przedstawia ten sam przebieg
obserwowany w przedziale czasowym wsp6l-
miernym z okresem zmian napiecia modulu-
jacego.

Na fig. 4b jest pokazany test kontrolny
z fig. 2, ktérego amplituda zostala zmodulo-
wana przebiegiem o kszbalcie zgbéw pily. Z pra-
wej czesci rysunku wynika, ze dzieki temu,
ze dlugoé¢ okresu zmian napiecia modulujacego
odpowiada trzyknotnej diugosci okresu repety-
cji impulséw testu, otrzymuje sie zespél trzech
- testéw kontrolnych (o', b’, ¢/, d’; a”, b”, ¢”; d”;
a”’, b, ¢, d’’) lmlejno po sobie nastepuja-
cych.

Fig. 4c pmedstawm zmodulowany test kon-
trolny podobny jak na fig. 4b, z tym ze im-
pulsy b i ¢ zmodulowane sa przebiegiem n fa-

“na test kontroly,

zie przeciwnej w stosunku do przebiegu modu-
lujacego impulsy a i d. Ten rodzaj testu inoze
mie¢ szczegblne znaczenie praktyczne dla ba-
dania jakosci rdzemi.

Na fig. 4d jest u.wndoczmony test kontrolny
z fig. 2 zmodulowany dowolnymi sygnalami
modulujacymi (ogélnie rzecz biorac nieskorelo-
wanymi). W podobny sposéb moznaby zmodu-
lowa¢ dowolny inny paramefr dowolnego testu
kontrolnego, np. czas narastania impulséw, sze-
roko$¢ impulséw, czestotliwos¢é repetycji im-
pulséw.

Przebiegi modulujace moga oddzialywaé np.
na wszystkie impulsy testu réwnoczednie, badz
tez na niektére z nich, lub ich grupy. Réwniez
poszczegdlne parametry testu lub grupy tych
parametré6w moga byé poddane dziataniu™ kilku
przebiegéw modu.luJacych jednoczesnie.

Na przyklad dla testéow z fig. 4a,b,c odpo~
wiedZz badanego rdzenia o prawie zadowalaja-
cych parametrach mogtaby wygladaé tak jak
na fig. 5a,b (impulsy a—aw, b—bw, c—Cw, d——dw
z fig. 4 i fig. 5 odpowiadaja sobie wzajemnie).

Z fig. 5a wynika, ze o ile test kontrolny nie
jest zsynchronizowany z przebiegiem modulu-
jacym, wzglednie o ile czestotliwo§é przebiegu
modulujacego jest znacznie nizsza od czestotli-
woscl repetycji impulséw testu, wéwczas mozna
otrzyma¢ widmo ,,ciggle“ odpowiedzi badanego
elementu na test kontrolny.

Z fig. 5b wynika, ze gdy test kontmolny jest
zsynchronizowany z czestotliwo$cia przebiegu
modulujacego bedacy calkowity wielokrotnoscig
repetycji impulséw testu, otrzymuje sie dy-
skretng ilo§¢ odpowiedzi badanego elementu
réwna stosunkowi okresu
repetycji przebiegu modulujagcego do okresu
repetycji testu.

O ile amplituda przebiegu modulujgcego
zmienia si¢ w sposéb ciggly (fig. 6a) parametry
testu kontrolnego ma ogél nie sa ustalone
w czasie pojedynczego okresu przebiegu modu-
lujgcego. Szybko$¢ zmian parametrow testu
kontrolnego okreslona jest na ogo6t szybkcscig
zmian przebiegu modulujacego oraz glebokoscia
modulacji odpowiednich parametréw testu.
Efekt ten mozna zaobserwowaé np. na fig.
4b, c.

O ile np. paramefr p; pewnego testu kontrol-
nego modulowany jest poprzez przebieg modu-
lujacy mit), przy czym podczas procesu modu-
lacji osiagga on wartodci ekstremalne pimax
i DPimin, WOWCZas mozna wprowadzié parametr
charakteryzujacy gleboko§é modulacji parame-
tru p; przez m jako np.:

— 3 —



&i Pimax ™ Pimin

m/t pimnx + Pimin

(1

O ile np. interesujgce sa maksymalnie mozli-
we, wzgiedne zmiany parametru pi W prze-
dziale A t mozna je okreSli¢ np. jako:

max [A P { m(t), At ” =At- g |m([).(2)

2]

Wyjasnione to zostanie na’ przykladzie modu-
lacji amplitudy impulséw testu kontrolnego
wedhi.g fig. 2 napieciem sinusoidalnym 50 H..
O ile np. zalozone zostanie, ze dlugo§¢ kazdego
z impulséw wynosi 5).s za§ okres repetycji jest
rowny 40 s, wowczas np. dla gtebokosci mo-
‘dulacji amplitudy réwnej 20%, otrzymuje sig:

1
max [A a(sin mmt,At)]=? + At - max

on At 27 Fn
[mm. cos@yuit | — 5 =—5—
2’ A
At = — _t ;
5 m ‘
gdzie: 3)
/A a — oznacza przyrost amplitudy testu
kontrolnego,
za$
Fm = 50Hz
Tm = 2. lo—zsek.
Skad:
27 5.10-5 ~
="+ —— =314.10- ~ 0,3%,
5 2.10"2
max A a Fm = 50 Hz
g = 20%
At=>5us
lub:

= 8. m. 10% ~ 2,5%,.

max Aal. Fn = 50Hz

g8 = 20%

t =40 ps
to znaczy, ze maksymalnie mozliwe, wzgledne
zmiany amplitudy impulséw testu z fig. 2
wuziete za okres 548 i 40 p.s, Przy glebokoéci mo-
“dulacji 20%, napieciem sinusoidalnym 50 Hz
wynosié mogg odpowiednio 0,3% i 2,5%.

O ile np. zmiany te z jakichkolwiek przy-
czyn powinpy by¢ uznane za niedopuszczalne
mozna postapi¢ np. w dwojaki sposéb:

a. cbnizy¢ czestotliwosé przebiegu modulu-
jacego — co spowoduje zmniejszenie jego
szybko$ci - zmian.

b. zastosowaé dyskretne, ustalane przebiegi
modulujace.

Na fig. 6b jest uwidoczniony sposéb tworze-
nia dyskretnegon przebiegu modulujgcego, odpo-
wiadajgcego cigglemu sygnalowi modulujacemu
z fig. 6a, ktorego amplituda jest wustalana
w czasie poszczegdlnych okres6w repetycji iestu
kontrolnego. . :

Fig. 6c przedstawia sposéb ustalenia amplitu-
dy przebiegu z fig. 6a na okres odpowiadajacy
diugoéai poszczegélnych impulséw testu.

Fig. 6d wyja$nia zasade kwantyzacji cza-
sowo-amplitudcwej przebiegu modulujgcego
z fig. 6a. ’

Sposoby i urzadzenia dla kwantyzacji czaso-
wej, wzglednie czasowo-amplitudowej przebie-
gow modulujgcych test kontrolny moga vdpo-
wiadaé np. jednej z dotychczas znanych metod.

Na fig. 7 jest. pokazany przyklad schematu
blokowego urzadzenia realizujgcego modulacje
amplitudy testu kontrolnego uwidocznionego na
fig. 4a. Schemat ten, wyjawszy zastosowanie
modulacji amplitudy impulséw, nie odbiega
w zasadzie od schematéw blokowych wspoi-
czeSnie stosowanych urzadzen do badania rdze-
ni magnetycznych o prostokatnej petli histe-
rezy. Generator programu impulséw 1 dostar-

cza sygnaléw synchronizujgcych uktady steru- _

jace 2a, 2b, 2¢, 2d, ktére z kolei sterujg wyj-
Sciowe wzmacniacze pradowe 3a, 3b, 3c, 3d.
Ilo§é tor6w wzmacniajacych odpowiada ilosci
rodzajow impulséw.

Napiecie modulujace 6 przylozone na modu-

‘lator amplitudy impulséw 5 powoduje modu-

lacje amplitudy impulséw a, b, ¢, d poprzez
wplyw na prace 3a, 3b, 3¢, 3d.

Zasady tego wplywu moga odpowiadaé np.
jednej z dotychczas znanych metod modulacji
amplitudy. Moze to byé¢ (w przypadku ukladow
lampowych (np. stosowana w ukladach lampo-
wych modulacja napiecia anody, ekranu siatki
sterujacej lamp wy$ciowych 3a, 3b, 3¢, 3d.

Impulsy a, b, ¢, d dostarczone z 3a, 3b, 2~, 3d
zostaja zasumowane poprzez uklad sumujacy 4,
tworzac zmodulowany test kontrolny taki np.,
jaki jest podany na fig. 4a, b.

Zwykle, w stosowanych dotychczas ukiadach

brak jest specjalnego urzgdzemia .sumujacego 4

- sumowanie nastepuje bezposrednio na ele-

e




mencie badanym, co jest mozliwe ze wzgledu

na bardzo malg impedancje elementu badamego

w stosunku do wewnetrznej impedancji 3a, 3b,

3¢, 3d. S

Na fig. 8 jest wyjasSniona zasada przeprowa-

dzania badan poréwnawczych na - przykiadzie

“badania wspomnianych rdzeni magnetycznych.
Zasada ta polega ma tym, ze pragdowy test kon-
trolny ir dostarczany ze zrédla testu kontrol-
nego 1 przeplywa jednocze$nie przez element
badany 2 oraz element wzorcowy 3, zwykle
podobny do badanego. OdpowiedZ 2 na ir —
Uox oraz odpowiedz 3 na ir — Uoyw dostarczana
jest do urzadzenia manipulacyjnego 4 charak-
teryzujacego si¢ tym, Ze pozwala ono na otrzy-
manie na zaciskach (a’, a”), (b’, b”), (¢’. ¢”)
przebiegdbw Uox Uow oraz Upw — Uox odpo-
wiednio, wzglednie przebiegéw im odpowiada~
jacych. Sygnal U,y moze byé réwniez zastg-
piony sygnalem wytworzonym w jakikolwiek
inny sposéb np. z wykorzystaniem ukiadu sy-

mulujgcego element wzorcowy zlozonego z li-

niowych i nieliniowych elementow elekirycz-

nych.
Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b badania wlasciwosci, zwlaszcza elek-
trycznych, elementéw nieliniowych, zna-
mienny tym, ze test kontrolny przeksztalca
sie w zesp6t testéw kontrolnych.

2. Sposob wedtug zastrz. 1, znamienny {ym,
ze okreflone parametry testu kontrolnego
zostajg zmodulowane, dzieki czemu test ten
zostaje przeksztalcony w zespol testéw xon-
trolnych. )

3. Spos6b wedlug zastrz. 1, 2, znamienny tym,
ze okreSlone parametry testu kontrolnego
zostajag zmodulowane zgodnie z rzeczywi-
stymi . przewidywanymi lub umownymi
zmianami warunkéw pracy elementow.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym,
ze poszczegbélne parametry testu meoduluje
si¢ jednym lub kilkoma sygnatami modu-
lujacymi lgcznie lub oddzielnie.

5. Sposéb wedbug zastrz. 1—4, znamieany
tym, ze ewentualne niepozgdane skutki
modulacji testu konfrolnego usuwa sie
przez kwantyzacje np. czasowa lub cza-
sowo-amplitudowa przebiegbw modulujg-
cych. _

6. Sposéb wedlug zastrz. 1—5, znamienny tym,
ze synchronizuje sie sygnaly modulujgace
z sygnalami testu kontrolnego w ten spo-
sOb, zeby uzyskaé pewng ilo§¢ dyskretnych
odpowiedzi elementu badanego, co daje
tatwos$é interpretacji iloSciowych.

7.

10.

11.

12,

13.

14.

. Spos6b wedlug zastrz.

Spos6b wedlug zastrz. 1—5, znamienny
tym, ze ustala sie¢ w sposéb dyskretny am-
plitudy sygnatéw modulujacych poprzez
ich kwantyzacje czasowo-amplitudowa w ce-
lu uzyskania pewnej ilosci dyskretnych od-
powiedzi elementu badanego, co daje lat-
wos¢ interpretacji ilo§ciowych.

1—5," znamienny
tym, ze stosuje sie¢ jednoczesnie synchroni-
zacje sygnatéw modulujacych z sygnatami
testu kontrolnego oraz ustala sie¢ w sposéb
dyskretny amplitudy sygnatéw modulujg-
cych poprzez ich kwantyzacje czasowo-am-
plitudows.

. Spos6b wedlug zastrz. 1—5, znamienny tym,

ze parametry Zrédel! modulujgcych ustala.
sie w ten sposéb, zeby zespédt odpowiedzi
elementu badanego tworzyt widmo pozor-
nie ciggle, przy czym jako kryterium oceny
elementu przyjmuje sie gleboko§¢é modu-
lacji testu kontrolnego.

Sposéb wedtug zastrz. 1—9, znamienny tym,
%e analize odpowiedzi badanego elementu
przeprowadza sie metodg poréwnawczg
przy wykorzystaniu odpowiedzi odniesie-
nia.

Sposéb wedlug zastrz. 10, znamienny tym,
ze odpowiedZ odniesienia wytwarza sie
przy pomocy elementu podobmnego do ele-
mentu badanego, zasilajagc go tymi samymi
sygnatami kontrolnymi, co element bada-
ny.

Sposéb wedtug zastrz. 11, znamienny tym,
ze odpowiedz odniesienia wytwarza sie
przy pomocy ukladu symulujacego element
wezorcowy, zlozonego z liniowych i nieli-
niowych elementéw elektrycznych.

Urzadzenie do badania wlasciwosci, zwlasz-
cza elektrycznych, elementéw nieliniowych
w sposéb wedlug jednego lub wiecej za- -
strzezenn 1—12, znamienne tym, ze zawiera
Srodki do modulacji parametréw testu kon-
trolnego w postaci modulatoréow umozli-
wiajgcych oddzialywanie sygnaléw modu-
lujgcych na parametry testu kontrolnego.

Urzadzenie wedlug zastrz. 13, znamienne
tym, ze zawiera $rodki do uzyskiwania dys-
kretnych widm odpowiedzi elementu bada-
nego w postaci ukladéw umozliwiajgcych
kwantyzacje czasowa lub czasowo-ampli-
tudows pierwotnych sygnaléw moduluja-
cych 'w modulatorze i ewentualnie réwniez .
uklady umozliwiajace synchronizacje syg-




15.

naléw modulujacych przez impulsy testu
kontrolnego, dzieki czemu parametry mo-
dulowanego testu kontrolnego przyjmuja
tylko skoriczong ilo§é wartoScd.

Urzadzenie wedlug zastrz. 13, znamienne
tym, ze zawiera $rodki do uzyskiwania po-
zornie ciggltych widm odpowiedzi elementu
badanego w postaci modulatoréw umozli-
wiajacych modulacje parametréow . testu
kontrolnego sygnatami dostatecznie woiny-
mi i ewentualnie réwmiez o czestotliwosci
zmiennej, w stosunku do czestotliwosci re-
petycji impulséw testu kontrolnego, dzieki
ktérym parametry testu kontrolnego 1noga

16.

Fig.4

przybiera¢é dowolne wartoSci réznigce sie
od siebie dostatecznie malo.

Urzadzenie wedlug zastrz. 13—15, zna-
mienne tym, ze posiada §rodki do przepro-
wadzania badan poréwnawczych, w postaci
znanych manipulatoréw umozliwiajacych
obserwacje roznicy odpowiedzi dwu ele-
mentéw przelagczanych tym samym testem
kontrolnym jednocze$nie. )
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